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NOTES 
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(NH&SiP4013 is triclinic (Pi) with a bimolecular unit cell. a = 15.14(l), b = 7.697(5), c = 4.869(3) 
A. a = 97.90(l), jI = 96.51(l), y = 83.92(l)“. We describe the chemical preparation and give crystal 
data for this compound, a new example of hexacoordinated silicon. 

Preparation chimique 

Ce se1 se p&pare facilement en calcinant 
durant une nuit A 350°C environ 500 mmg de 
laine de silice dans un gros exds de phosphate 
diammonique. Les cristaux obtenus sous 
forme de prismes A section rectangulaire sont 
insolubles dans l’eau et s’extrayent facilement 
du flux par lavage A l’eau chaude. 

Etude cristallographique 

L’ttude des diagrammes de Weissenberg 
montre que ce se1 est triclinique. Un affine- 
ment des dimensions de la maille par une 
mtthode de moindres car&, effect& A partir 
de donnkes angulaires recueillies A l’aide d’un 
diffractom&re Philips Norelco (ACua,cr,) 
opkrant A vitesse lente (l/8” (0)/m) conduit 
aux dimensions 

a = 15.14(l), b = 7.697(5), c = 4.869(3) bi 

LY = 97.90(l), j3 = 96.51(l), y = 83.92(l)’ 

pour une maille renfermant deux unit& 
formulaires. Le Tableau I donne le dkpouille- 
ment du diagramme de poudre de ce composk. 
Les intensitts don&es sont les hauteurs des 
pits au dessus du fond continu. L’intensitC 
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extr&mement forte de la reflexion 200 n’a pas 
permis une evaluation correcte de sa valeur. 
Les intensitks relatives donrkes dans ce 
tableau sont dont rapportkes A la rkflexion 
40 1. 

Discussion 

La structure cristalline dktaillde de ce se1 
(I) montre qu’il s’agit d’un compost constitut 
d’un anion plan bidimensionnel : SiP,O,, 
form6 par un reseau de groupements tktrapoly- 
phosphates : P,O,, relits entre eux par des 
atomes de silicium. La Fig. 1 donne une 
reprksentation schtmatique d’un tel plan. Les 
atomes de silicium ont chacun six voisins 
oxygbne avec une distance moyenne Si-0 de 
1.771(2) A, tres proche des moyennes observ- 
Ces par Liebau (2) dans d’autres composts oti 
le silicium posdde la m&me coordination. Ces 
plans anioniques sont disposes perpendicu- 
lairement 5 la direction a” du cristal li des 
distances d’environ 7.5 A les uns des autres. 
La cohtsion entre ces plans est assurCe par les 
atomes d’ammonium. Cet arrangement lamel- 
laire se reflkte bien dans le comportement 
mkanique des cristaux qui se clivent t&s 
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TABLEAU I 

DBPOUILLEMENT D’UN DIFFRACT~GRAMME DE (NH&SiP4013 

hkl d ea,c 

100 
010 
200 
110 
110 
210 
210 
300 
001 
TO1 
101 
310 
oil 
111 
201 
310 
111 
211 
201 
011 
020 
120 
iii 
400 
111 
JO1 
120 
211 
311 
220 
410 
211 
211 
301 
220 
410 
121 
021 
320 
401 
311 
225 
3il 
41i 
121 
500 
311 
320 
510 

14.98 
1.59 
1.49 
7.04 
6.53 
5.59 
5.10 
4.994 
4.191 
4.708 
4.442 
4.360 
4.310 
4.308 
4.231 
4.007 
3.994 
3.989 
3.869 
3.841 
3.196 
3.163 
3.152 
3.745 
3.691 
3.641 
3.602 
3.526 
3.520 1 
3.519 
3.488 
3.466 
3.372 
3.298 
3.267 
3.243 
3.205 
3.180 
3.165 
3.107 
3.096 
3.091 
3.055 
3.050 
3.024 
2.996 
2.996 1 
2.896 
2.879 I 

- - 
- - 

7.48 FFF 
- - 

6.55 18 
- - 

5.11 64 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 

4.311 I 
4.245 
4.004 

- 
- 
- 

3.842 
- 
- 
- 

3.746 
3.693 

- 

38 

14 
18 
- 
- 
- 

5 
- 
- 
- 

43 
10 
- 

10 

36 

3.604 

3.524 

- 
- 

3.466 
3.373 

- 

3.267 
- 

3.209 
3.178 

- 

3.105 
- 
- 

3.059 
- 
- 

2.996 

2.889 

- 
- 

11 
76 
- 

83 
- 

19 
18 
- 

100 
- 
- 

16 
- 
- 

32 

35 

510 
501 
411 
51I 
221 
411 
221 
42T 
420 
130 
030 
321 
600 
230 
520 
130 
321 
610 
521 
501 
TO2 
511 
002 
112 
13i 
oi2 
051 
52i 
202 
212 
23i 
330 
250 
102 
511 
601 
5Tl 
6iO 
61i 
112 
131 
451 
312 
33T 
421 
520 
302 
421 
202 

2.704 
2.664 
2.647 
2.643 
2.638 
2.637 
2.622 
2.616 
2.551 
2.534 
2.531 i 
2.523 
2.491 
2.467 
2.464 I 
2.458 
2.457 
2.439 
2.438 
2.434 1 
2.407 
2.402 
2.399 I 
2.394 
2.387 
2.376 
2.366 
2.356 
2.354 
2.353 
2.349 
3.246 
2.334 
2.332 
2.325 
2.312 
2.311 
2.310 
2.308 
2.301 
2.289 
2.269 
2.260 
2.259 
2.251 
2.253 
2.252 
2.237 
2.221 

2.102 
- 
- 
- 

2.631 
I 

- 
- 
- 

2.532 

- 

2.498 

2.465 

- 
- 

2.436 

- 

2.401 

- 

2.371 
I 

2.353 

1 
- 
- 
- 

2.324 

2.308 

- 
- 
- 

2.255 

- 
- 
- 
- 

15 

- 
- 
- 
30 
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hkl d ca,c d Las Z hkl d ca*c d ObS I 

321 2.875 - - 012 2.208 - - 
401 2.818 - - 112 2.205 - - 
021 2.808 
420 2.798 

I 
2.803 

J - - 
20 

430 2.192 
2T2 2.185 - - 

221 2.187 - - 620 2.180 
121 2.765 2.766 4 330 2.178 
I21 2.755 19 - - 122 2.171 

411 2.728 2.728 10 231 2.173 

FIG. 1. Representation schematique de l’anion plan 
SIP4013 2-. Les tetraedres PO4 des groupements 
tetrapolyphosphates sont representes par des carres; le 
silicium par un cercle noir. 

facilement perpendiculairement B la direction 
a. 

Quelques composts isotypes de (NH,),- 
SiP,013 sont dkrits (3). 
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